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(57) Abstract: A method for the characterization of materials without using a physical model. In order to characterize a layer of 
material in a space A of values assumed by a function ?(?) (?: wavelength), (1) by reflectometry and/or ellipsometry on A, a measured 
spectrum ? is obtained, (2) m values ? x ? m of ? in A (m=l) are chosen, with B ={ ? such as min (? ») =?= max (? {) } for m>l, and B=A 
si m=l, (3) m complex index values n+jk to m ?i are chosen, (4) if m#l the index n (A) on B is calculated by interpolation, on the 
basis of (?i, n { =n (?i)), l=i=m, and if m=l, n (?)=n 1 (? l ) on B, (5) M parameters M=2m+1 are chosen, in addition to an error function 
Er and by minimization of Er to M parameters, (a) with the aid of the law of interpolation of (?i,n 4 ) on B, n (?), ? e B, (b) is deduced 
with the aid of n (?) and the thickness e of the layer, a theoretical spectrum ? (n (?) is calculated, e), (c) ? and ? are compared with 
the aid of Er and, ifi Er(?, ?) S e or minimal, it is possible to move on to (<u>e</u>), if not (d) M parameters are varied in order to 
tend towards the minimum of Er (?, ?) and it is possible to move on to (a), (e) if Er (?, ?)«u>e</u> 1 the index is equal to the latter 
thus obtained, if not m is increased and it is possible to move onto (2). 

(57) Abrege : Proceed de caracterisation optique de materiaux sans utilisation de modele physique. Pour caracteriser une couche 
d'un materiau dans un intervalle A de valeurs prises par une fonction a(A.) (A. : longueur d'onde), (1) par reflectomStrie et/ou ellipso- 
me*trie sur A on obtient un spectre mesure ^, (2) on choisit m valeurs CCi ...ct^de a dans A (m>l) , avec B ={ a tels que min (a { ) <a< 
max (a i) } pour m>l, et B=A si m=l, (3) on choisit m valeurs d'indice complexe n+jk aux m CC(, (4) si m#l on calcule par interpolation 
Tindice n (a) sur B, a partir des (oti, ni=n (cti)) , l<i<m, et si m=l, n (a)=ni(a0 sur B, (5) on choisit M parametres, M<2m+1, et une 
fonction d'erreur Er et par une minimisation de Er a M parametres, (a) a Vaide de la loi d'interpolation des (oti,ni) sur B, on de^iuit n 
(a) , a e B, (b) a 1' aide de n (a) et de l^paisseur e de la couche, on calcule un spectre th6orique * (n (a) , e) , (c) on compare ^ et * 
a 1* aide de Er et, si Er(*t , S e ou minimal, on passe a (e), sinon (d) on fait varier les M parametres pour tendre vers le minimum 
de Er (¥, >£) et on va a (a) , (e) si Er (*, *)<e, Tindice est pris 6gal a celui obtenu en dernier, sinon on augmente m et on va a (2). 
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